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ｼｽﾃﾑｵﾝﾁｯﾌﾟ(system-on-a-chip: SoC)は様々な機能のI Pｺｱを搭載す
る｡またそれぞれの機能に合わせたﾒﾓﾘが必要となるため､多種多様なﾒﾓﾘ

が混載される｡製造技術の進歩とともに､ SoCの機能も増大するため､ﾛｼﾞｯｸ部
分の大規模化､ﾒﾓﾘ面積･個数の増加が進行する｡この傾向から､ socのﾃｽﾄ
には以下の2つの問題がある｡

SoCのﾛｼﾞｯｸ部分のﾃｽﾄに関しては､消費電力の制約により､全ﾁｯﾌﾟｰ括

でﾃｽﾄを行うことは困難になる｡このため､組み込みｺｱ毎にﾃｽﾄを行い､
ﾁｯﾌﾟ全体の動作を保証する組み込みｺｱﾃｽﾄ方式が普及すると考えられる｡

このとき､各ｺｱのﾃｽﾄ容易化設計手法(Design for Test: DFT)とﾃｽﾄｽｹ
ｼﾞｭ-ﾙが適切でないと､全体のﾃｽﾄ実行時間が増大してしまうという間題が
ある｡

次に､ﾒﾓﾘ部分のﾃｽﾄに関しては､多数の搭載ﾒﾓﾘのﾃｽﾄを外部ﾃｽ

ﾀから順番に実施するとﾃｽﾄ実行時間が非常に大きくなる｡このため､ LSI内部
にﾃｽﾄﾊﾟﾀ-ﾝの発生と出力応答の良否判定を行う機構を設けた組み込み自己

ﾃｽﾄ方式(Built ln Self Test: BIST)を用い､個々のﾒﾓﾘを同時にﾃｽﾄす
るのが-般的である｡しかし､ SoCは小規模なﾒﾓﾘを多数搭載するため､ BIST
回路の面積ｵ-ﾊﾞ-ﾂﾄﾞが大きくなるという問題がある｡

本論文は､上述の問題を解決するために､全体のﾃｽﾄ実行時間が低減される

ように各ｺｱのDFTを決定する手法､及びﾒﾓﾘBIST回路を共有することで面積
を低減する手法についてまとめたものである｡

第1章では､本研究の背景と目的､及び研究成果について概要を述べている｡
第2章では､初めに様々なｺｱに関してDFT種別のﾃｽﾄ実行時間､消費電力

等のﾃｽﾄに関する情報を登録するﾃﾞ-ﾀﾍﾞ-ｽと､これを含むS｡Cﾃｽﾄのﾌ
ﾚ-ﾑﾜ-ｸを提案している｡更に､組み込みｺｱﾃｽﾄ方式を前提に､ S｡Cのﾃ

ｽﾄ実行時間最小化を目標としたDFT選択問題を定式化している｡次に､この間

題を解くために､各ｺｱのDFT種を変更しﾃｽﾄｽｹｼﾞｭ-ﾘﾝｸﾞを繰り返すこ
とでDFT選択を最適化するｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを提案している｡提案手法について評価

実験を行い､各ｺｱのDFT種を最適化することで､単-のDFT種を採用した場合
と比較してﾃｽﾄ実行時間を短縮する効果があることを示している｡

第3章では､ﾒﾓﾘBIST回路共有による面積最小化のためのﾒﾓﾘｸﾞﾙ-ﾌﾟ化
問題を定式化し､これを解くためのｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑを提案している｡また､評価実

験を行い､提案手法がﾒﾓﾘBIST回路の面積ｵ-ﾊﾞ-ﾂﾄﾞを低減する効果がある
ことを確認している｡

最後に第4章では,上記2つの研究の関係について言及するとともに､研究成
果の結論を述べている｡
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論文審査結果の要旨

本論文は､ｼｽﾃﾑｵﾝﾁｯﾌﾟの大規模化､高機能化に伴うﾃｽﾄ実行時間

とﾃｽﾄ回路面積の増加の問題を解決するために必要なﾃｽﾄ容易化設計法に

関する研究を行ったものである｡本論文の主な成果は以下に要約される｡

1.組み込みｺｱﾃｽﾄ方式を前提に､ﾃｽﾄ実行時間最小化を目標としたDFT

選択手法を提案した｡提案法は､各ｺｱのDFT選択を変更して消費電力､

TAM幅の制約下のﾃｽﾄｽｹｼﾞｭ-ﾙを求め､ﾃｽﾄ実行時間を評価する｡

これを繰り返すことで､全体のﾃｽﾄ実行時間が最小となるようにDFT選

択を最適化する｡評価実験では､各ｺｱのDFTをそれぞれ複数のDFTから

選択することによりﾎﾞﾄﾙﾈｯｸが解消され､単-のDFTを用いた場合と

比較してﾃｽﾄ実行時間の短縮に効果があることを示している｡

2.ﾒﾓﾘBIST回路共有による面積最小化のためのﾒﾓﾘｸﾞﾙ-ﾌﾟ決定手法を

提案した｡提案法では､ BIST回路共有のためのﾒﾓﾘの接続方法として直

列按続と並列接続の2種を示し､面積低減効果の大きい直列接続を適用す

るｸﾞﾙ-ﾌﾟを決定し､残りのﾒﾓﾘを対象に並列接続を適用するｸﾞﾙ-ﾌﾟ

を決定する｡また､それぞれのｸﾞﾙ-ﾌﾟ決定において､消費電力とﾃｽﾄ

実行時間の制約の下でﾃｽﾄｽｹｼﾞｭ-ﾙが存在することを解の条件とし

て､消費電力とﾃｽﾄ実行時間の制約を満たすｸﾞﾙ-ﾌﾟ化を行っている｡

評価実験により､ 2つの接続方法を用いることで､単-の按続方法のみの

場合よりも多くの面積低減効果が得られることを示している｡

以上のように､本論文はｼｽﾃﾑｵﾝﾁｯﾌﾟのﾃｽﾄ実行時間とﾃｽﾄ回路

面積増加の問題を解決すべく､ﾃｽﾄ実行時間最小化を目標としたDFT選択手

法､ならびに､ﾒﾓﾘBIST回路共有による面積最小化のためのﾒﾓﾘｸﾞﾙ-ﾌﾟ

決定手法を提案している｡提案手法は､制約条件下のﾃｽﾄｽｹｼﾞｭ-ﾘﾝｸﾞ

手法を応用し､実際上重要な消費電力等の制約の下で問題を解決したものであ

り､ VLSIのﾃｽﾄの分野において､学術上､実際上寄与するところが少なくな

い｡したがって､本論文は博士(工学)の学位論文として価値あるものと認め

る｡


